




























































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20010021807A1 公开(公告)日 2001-09-13

申请号 US09/777670 申请日 2001-02-07

[标]申请(专利权)人(译) Saito koetabu
小石原靖
武田JUNICHI
FUKASE弘

申请(专利权)人(译) 斋藤光悦
小石原靖
武田JUNICHI
FUKASE弘

当前申请(专利权)人(译) 斋藤光悦
小石原靖
武田JUNICHI
FUKASE弘

[标]发明人 SAITO KOETSU
KOISHIHARA YASUSHI
TAKEDA JUNICHI
FUKASE HIROKAZU

发明人 SAITO, KOETSU
KOISHIHARA, YASUSHI
TAKEDA, JUNICHI
FUKASE, HIROKAZU

IPC分类号 B06B1/06 G10K11/02 A61B8/00 A61B8/12

CPC分类号 B06B1/067 G10K11/02

优先权 2000093313 2000-03-30 JP
2000061348 2000-03-07 JP
2000088675 2000-03-28 JP
2000090880 2000-03-29 JP

其他公开文献 US6551247

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是提供一种高性能和高质量的超声波探头。本发明公开了一种超声波探头，包括具有导电层10的高分子材料11，并设
置在压电元件1和声匹配层7之间，其中高分子材料的声阻抗基本上等于声匹配层7的声阻抗。如上构造的超声波探头可以形成为纤
薄的形状，其易于操作而不会降低其性能，例如灵敏度，频率特性等。即使压电元件由于机械冲击等而破裂，超声波探头也被构造
成不会由于导线断裂而引起电气问题，因此可以提供高质量的超声波探头，并且可以降低噪声。
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